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57© Resumen:
Sistema de alineamiento de obleas y de lectura de micro-
códigos de barras y de marcas en chips con láser.
La invención es un sistema para leer marcas del tama-
ño de micras en obleas de semiconductor, adaptable a
estaciones de prueba para medirlas. Estas pueden ser
códigos de barras conteniendo información o marcas es-
peciales para el alineamiento de los ejes de los chips en
la oblea con respecto a los ejes de movimiento X e Y de
la estación.
Consiste en un sistema lector láser de los utilizados en re-
productores de CD y permite resolución de micrómetros.
El sistema de lectura está fijo y es la oblea, gracias a los
motores de la estación de pruebas, quién se mueve. Las
ventajas son su simplicidad, puede adaptarse a cualquier
estación de pruebas existente y resulta muy barato. Ade-
más permite la lectura de microcódigos de barras, conte-
niendo información relevante de cada chip.
Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.E
S
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DESCRIPCION
Sistema de alineamiento de obleas y de lectura
de microcodigos de barras y de marcas en chips
con laser.
Sector de la tecnica
La invencion se dirige al sector de la tecno-
loga microelectronica. Y mas especcamente al
apartado de caracterizacion electrica de circuitos
integrados en oblea.
Cuando se ha terminado de fabricar una
oblea, es necesario proceder a su caracterizacion
electrica. Para ello se coloca la oblea en un sis-
tema denominado mesa de puntas, que sujeta la
oblea mediante vaco en un soporte metalico y
unas puntas metalicas hacen contacto electrico
con los circuitos fabricados, permitiendo su test.
El soporte metalico tiene un movimiento X-Y
que permite el desplazamiento de un chip a otro.
Tambien posee un movimiento Z, que permite que
las puntas hagan contacto electrico o queden si-
tuadas a una cierta distancia de la oblea, de esta
forma es posible el desplazamiento X-Y.
Al situar una oblea por primera vez en el so-
porte es necesario alinear las direcciones X-Y de
los chips con las direcciones X-Y de movimiento
del soporte, de forma que al mover la oblea segun
los ejes de la mesa de puntas, siempre nos despla-
cemos de un chip a otro y no en diagonal. Este
alineamiento se puede hacer de manera manual o
automatica.. Uno de los objetos de esta patente
es realizar el alineamiento de forma automatica.
Las obleas pueden contener informacion gra-
bada en ellas. Estas marcas generalmente se ha-
cen mediante marcaje con laser y son para toda
la oblea. Otro de los objetos de esta patente es
permitir leer marcas de tama~no microscopico, ta-
les como codigos de barras, en la oblea. Estas
marcas pueden ser globales para toda la oblea o
individuales para cada chip. Las marcas a leer
no tienen porque estar limitadas a codigos de ba-
rras. Es posible utilizar el sistema para leer mar-
cas realizadas con las puntas metalicas de lectura,
en peque~nos rectangulos metalicos destinados al
efecto, fabricados en los chips.
Estado de la tecnica
El sistema empleado actualmente tanto para
el alineamiento como para la lectura de marcas
en oblea se basa en un microscopio optico, un sis-
tema de adquisicion de imagenes y un procesado
de la imagen en ordenador. Dado que los micros-
copios y placas de adquisicion de imagenes son
elementos muy caros, los sistemas que hay en el
mercado presentan un coste muy elevado.
No se conoce ningun artculo sobre la uti-
lizacion de un sistema con laser para la lec-
tura de microcodigos de barras y alineamiento de
obleas. Los microcodigos de barras son un con-
cepto nuevo y no hay sistemas para su lectura.
Con respecto a las patentes, se ha buscado
en la base de datos de Esp@cenet, de la O-
cina Espa~nola de Patentes y Marcas (http://
es.espacenet.com/).Las patentes relacionadas en-
contradas se listan a continuacion, aunque nin-
guna de ellas se reere a un invento semejante al
descrito en esta memoria.
Como lectores de codigos de barras, la unica
referencia que aparece con la busqueda codigo de
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barras y oblea (barcode AND reader) es la si-
guiente:
Bar code recipe selection system using wor-
kstation controllers. Numero de patente US
5432702, fecha: 11-7-1995, autor: Barnett Gerald
W. Este sistema lee codigos de barras asociados
a obleas de silicio para determinar el proceso que
debe realizarse sobre las mencionadas obleas. El
codigo de barras no es de tama~no microscopico,
no se especica el tipo de lector, y lo que protege
es el sistema de leer un codigo de barras para se-
leccionar un proceso. No sirve para alineamiento.
Como sistema de alineamiento, en la busqueda
de los terminos laser, oblea y mesa de pruebas
(laser AND wafer AND prober) aparece una refe-
rencia:
Wafer prober. Numero de patente: US
4864227, fecha: 5-9-1989, autor: Mitsuya Sato.
Este sistema utiliza un haz laser para proceder
al alineamiento, pero no de la oblea, sino de las
agujas metalicas que se emplean para establecer
contacto electrico entre la misma y los equipos de
medida. No es lo mismo que el invento descrito
en esta memoria.
Descripcion de la invencion
- Breve descripcion de la invencion
La invencion consiste en un sistema para leer
marcas del tama~no de micras en obleas de se-
miconductor, adaptable a estaciones de prueba
de medida de obleas. Estas marcas pueden ser
codigos de barras conteniendo informacion o mar-
cas especiales para el alineamiento de los ejes de
los chips en la oblea con respecto a los ejes de
movimiento X e Y de la estacion de prueba. Este
alineamiento previo es un paso necesario antes de
poder comenzar a realizar una cartografa (me-
dida de todos los chips de la oblea) y hay que
realizarlo bien manualmente por un operador en-
trenado o mediante un sistema automatico. Pero
todos los sistemas comerciales automaticos se ba-
san en camaras de vdeo con sistema de reconoci-
miento de imagenes, que son muy caros.
La novedad de este sistema es que se basa
en un sistema lector laser de los utilizados en
reproductores de CD y permite resolucion de
micrometros. El sistema de lectura esta jo y
es la oblea, gracias a los motores de la estacion
de pruebas, quien se mueve. Las principales ven-
tajas son su simplicidad, que puede adaptarse a
cualquier estacion de pruebas existente y que re-
sulta muy barato. Ademas permite la lectura de
microcodigos de barras, conteniendo informacion
relevante de cada chip.
- Descripcion detallada de la invencion
El sistema objeto de esta invencion esta dise-
~nado para ser incorporado a una mesa de puntas
de medida de obleas, como la mostrada en la -
gura 1. En dicha mesa de puntas se coloca el
sistema de lectura compuesto por un diodo la-
ser y un fotodiodo, junto con su sistema optico,
mostrado en la gura 2. Este subsistema debe
colocarse en un lateral donde no interera con las
puntas de medida, pero que este encima de la zona
recorrida por la oblea. Se monta en un tornillo
micrometrico para poder ajustar su posicion en el
eje Z en funcion del espesor de la oblea. Tambien
podra utilizarse un sistema con un micromotor
para que el ajuste de posicion fuera automatico.
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Las marcas que se tienen que poner en la
oblea se pueden realizar en cualquier tipo de ma-
terial con tal de que presenten un contraste su-
ciente con el entorno. En el campo de la mi-
croelectronica, lo mas comun es utilizar el nivel
de metalizacion, sobre oxido de silicio, aunque no
esta limitado a esta eleccion.
Las marcas se detectan por una diferencia en
la luz recogida por una matriz de fotodiodos que
proviene de un diodo laser y que es reflejado en
la supercie de la oblea. El sistema puede operar
con luz ambiente, aunque se reduce el contraste.
Descripcion detallada de los dibujos
Figura 1. Mesa de puntas para la medida de
obleas con el lector de codigos de barras incor-
porado. La mesa de puntas consta de un sistema
jo (1). Sobre el se desplaza de manera moto-
rizada en los ejes X e Y un soporte (2). Este
soporte tiene una parte movil segun el eje Z (3).
En este soporte se ja la oblea con circuitos (4).
Esta oblea es la que contiene los circuitos que se
van a medir, junto con los microcodigos de barras
y las marcas de alineamiento. Ademas tenemos
unas puntas metalicas (5) que son las que reali-
zan el contacto electrico y un microscopio (6). En
un lado, pero en una posicion tal que el soporte
(2) junto con la oblea (4) pueda moverse bajo el,
se encuentra el sistema objeto de esta invencion
compuesto por un tornillo micrometrico con mo-
vimiento en el eje Z (7) y el sistema de diodo laser
y fotodiodo (8).
Figura 2. Sistema de lectura de microcodigos
de barras y otras marcas en las obleas. Consta
de diodo laser (1), fotodiodo testigo (2), lentes
del diodo laser (3), red de difraccion (4), lente
cilndrica (5), prisma polarizado (6), matriz de
fotodiodos (7), lente de colimacion (8), ltro de
cuarto de onda polarizado (9), objetivo (11). La
supercie de lectura se representa en (12) y el
movimiento de vertical y lateral del foco en (13).
Figura 3. Vista en perl (1) y en planta (2) de la
matriz de fotodiodos (7) de la gura 2. A, B, C,
D, E y F son los seis fotodiodos.
Figura 4. Detalle del sistema de enfoque y posi-
cionamiento de tres rayos, conseguidos mediante
el prisma (6) y la lente cilndrica (5) de la gura 2,
utilizando la matriz de seis fotodiodos de la gura
3. A, B, C, D, E y F son los seis fotodiodos.
Figura 5. Circuito de enfoque dei diodo laser.
Consta de circuito oscilador (1), circuito conta-
dor (2), bus de 8 o 12 bits (3), circuito conversor
digital-analogico (4), tension de referencia o um-
bral (5), circuito comparador (6), matriz de fo-
todiodos (7), diodo emisor laser (8) y bobinas de
enfoque (9) que controla el movimiento en el eje
Z de las lentes de enfoque. En (10) se representa
la oblea con las marcas a leer.
Figura 6. Esquema de la corona circular utilizada
para hallar el origen de la oblea. P es el punto,
arbitrario, en se empieza a leer las marcas en la
oblea, x es la distancia recorrida desde que se
entra en la corona hasta que se sale de ella, R es
el radio de la corona.
Figura 7. Esquema de la forma en que se calcula
el giro que hay que corregir en la oblea. (x1,y1) es
el centro de la primera corona, (x2,y2) es el centro
de la segunda corona y γ es el angulo girado.
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Ejemplo de realizacion de la invencion
El sistema consta de un lector laser externo,
que se coloca en la mesa de puntas y una electro-
nica de control, que va conectada al lector laser
externo y a un ordenador mediante una interfase
adecuada.
El lector laser externo (8) de la gura 1, se
sujeta mediante un tornillo micrometrico, (7) de
la gura 1, en una zona de la mesa de puntas, para
permitir el ajuste vertical de la posicion inicial,
que dependera del espesor de las obleas. El lector
laser es un lector estandard de los utilizados en
los equipos de lectura de CD.
El lector externo se conecta a una interfase
como se muestra en la gura 5. Las se~nales nece-
sarias son las salidas de la matriz de fotodiodos,
la polarizacion del diodo laser y la polarizacion de
las bobinas de enfoque por un lado y la conexion
al ordenador por el puerto que se desee por el
otro.
En la operacion del sistema se distinguen va-
rias acciones diferentes: hallar el origen, alinear
la oblea y leer los codigos de barras,
Hallar el origen
Una vez colocada la oblea en la mesa de
puntas es necesario encontrar la referencia de la
misma con respecto al rayo laser. Para ello se uti-
liza un motivo en forma de corona circular con un
peque~no crculo en el centro, tal como se mues-
tra en la Figura 6, que ha de estar grabado de
forma visible en la oblea, tarea que se realiza de
forma simultanea al proceso de fabricacion micro-
electronico.
El algoritmo de encontrar el centro del motivo,
y por tanto, la referencia de coordenadas de la
oblea, es el siguiente:
i) Situar el rayo laser en cualquier zona proxi-
ma a la parte exterior de la corona circular,
ii) Desplazar el rayo de manera horizontal
hasta que se detecte la corona. Fijar el origen
momentaneamente en este punto.
iii) Desplazar la oblea de manera que el rayo
siga la horizontal hasta el otro extremo de la co-
rona.
iv) Calcular la distancia recorrida y aplicar la
siguiente formula:
y=
q
R2 − x2
donde,
x = distancia recorrida.
R = radio externo de la corona circular.
v) Desplazar el rayo una distancia y en el
eje y y una distancia x/2 en el eje x.
Alinear la oblea
Una vez localizada la oblea en la mesa de pun-
tas es necesario alinearla angularmente de modo
que los ejes x e y de movimiento de la mesa coin-
cidan con los ejes x e y de la oblea.
Para el alineamiento automatico se utilizan
dos coronas circulares como las del algoritmo de
hallar el origen, separadas una distancia c, tal
como se muestra en la gura 7. Se localizan am-
bos centros con el algoritmo anterior y se calcula
directamente el angulo que forman.
γ = arc tan
y2 - y1
x2 - x1
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Lectura de los codigos de barras
La lectura de los codigos de barras se limita
a desplazar la oblea bajo el lector laser y medir
la anchura de las zonas claras y de las zonas obs-
curas, posteriormente esta informacion se trans- 5
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forma en la secuencia de barras de diferentes an-
churas y se decodica el texto escrito. El sistema
puede funcionar con cualquier tipo de codigo de
barras.
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REIVINDICACIONES
1. Sistema lector de microcodigos de barras
para mesas de puntas para la caracterizacion de
obleas microelectronicas formado por un lector
lector laser de los utilizados en reproductores de
discos compactos y un interface electronico para
ordenador que se acopla a mesas de puntas con-
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vencionales.
2. Aplicacion de aparato segun la reivindi-
cacion 1 para encontrar el origen de la oblea en
la mesa de puntas.
3. Aplicacion del aparato segun la reivindi-
cacion 1 para encontrar el angulo que la oblea
esta girada y poder alinearla adecuadamente con
los ejes de movimiento de la mesa de puntas
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